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Sachverhalt und Antréage

3144.D

D e Prifungsabteilung hat mt der Entschei dung vom
19. Juli 1994 die europdi sche Patentannel dung

Nr. 91 910 289.7 wegen mangel nder erfinderischer
Tatigkeit (Artikel 52 (1) und 56 EPU) zuriickgew esen.

I n der Entschei dung der Priifungsabteilung wrden die
f ol genden Dokunent e bericksichtigt:

Pat ent Abstracts of Japan, 13(429), (E-823)
EP- A-0 245 923

Pat ent Abstracts of Japan, 11(154), (E-508)
Handbuch "Hal bl ei t er-Technol ogi e", 1. Ruge,
Springer-Verlag 1984, S. 229 - 233

X8RS H

Di e Beschwerdefihrerin (Annel derin) hat am 26. Juli 1994
unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebuhr
gegen di e Entschei dung der Prifungsabteil ung Beschwerde
ei ngel egt. Di e Beschwerdebegrindung wurde am

18. Novenber 1994 zusammen nmit neuen Anspriuchen 1 - 14
nachgerei cht .

In Antwort auf einen Bescheid der Kanmer, in dem der
Beschwerdef iUhrerin mtgeteilt wurde, dal3 der

Vorri chtungsanspruch 10 nicht klar und ei ne Anpassung
der Beschrei bung an di e Anspriche notwendig sei, reichte
di e Beschwerdef threrin neue Anspriche 10 - 15 ein und
stimte den von der Kammer zur Beschrei bungsanpassung
vor geschl agenen Ander ungen zu.
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| V. Die Erteilung des Patents ist von der Beschwerdef dhrerin
auf Grund der fol genden Unterl agen beantragt worden:

Beschr ei bung:
Seiten 1 und 2 in der am13. Juli 2000
ei ngerei chten Fassung

Seiten 3 - 5, 5a, 5b, 5c in der von der Beschwerde-
kamrer am 14. August 2000
vor geschl agenen Fassung, der
di e Beschwerdefuhrerin in
i hrem Schrei ben vom
13. Okt ober 2000 zugesti nmt
hat

Seiten 6 - 10 in der urspringlich
ei nger ei chten Fassung

Anspr lche:

Anspriuche 1 - 9 in der am 18. Novenber 1994
ei ngerei chten Fassung

Anspriche 10 - 15 in der am 13. Juli 2000

ei ngerei chten Fassung
Zei chnungen:
Figuren 1 - 5 in der urspringlich

ei nger ei chten Fassung.

V. Di e Annel dung ent halt unabhangi ge Anspriche 1, 2 und 10,
zusanmen mt den von den Ansprichen 1 und 2 abhangi gen
Anspriuchen 3 bis 9, und den von Anspruch 10 abh&ngi gen
Ansprichen 11 bis 15.

i) Der unabhéngi ge Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Verfahren zum Anbringen einer die
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Oientierung des Kristallgitters einer
Kristal |l schei be (3) angebenden Marki erung, be
dem

- die Kristallscheibe (3) mt ROntgenstrahl ung
(30) beaufschlagt wrd,

- von der Kristallscheibe (3) reflektierte
Strahlung (7) von ei nem Detektor (9) zur
Feststellung der Orientierung des
Kristallgitters erfal3t wrd,

- ei ne MarKki erungseinrichtung (15 ... 20) und
die Kristallscheibe (3) derart zueinander in
i hrer Ausrichtung verandert werden, dal3 die
Mar ki erungsei nrichtung (15 ... 20)
ent sprechend der festgestellten Oientierung
des Kristallgitters ausgerichtet ist und

- in der ausgerichteten Lage di e Markierung an
der Kristallscheibe (3) angebracht wrd,

dadur ch gekennzei chnet, dal3

- die Kristallscheibe (3) in senkrechter
Einfallrichtung mt der Rontgenstrahlung (30)
beauf schl agt wi rd,

- al s Detektor eine Videokanera (9) verwendet
W rd,

- in einem Rechner (12) die elektrischen
Ausgangssi gnal e der Vi deokanera (9)
ausgewertet werden

- durch ausgangsseitige Betati gungssi gnal e des
Rechners di e Markierungseinrichtung (15 ..
20) und die Kristallscheibe (3) zuei nander
ausgerichtet werden

- al s Marki erungseinrichtung (15 ... 20) eine
Ei nri chtung mt ei nem Mar ki erungsl aser (15)
und mt zwei Markierungsel enenten (18, 29)
verwendet wird, die in fester raumicher
Anor dnung zuei nander gehal ten sind, und
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in der ausgerichteten Lage auf einer Seite der
Kristal |l schei be (3) die Markierung aufgebracht
wrd."

Der unabhéngi ge Anspruch 2 unterscheidet sich
von Anspruch 1 dadurch dal fiar di e Besti mung
der Orientierung der Kristallschei be anstelle
von ROntgenstrahlung die Strahlung eines
Oientierungsl asers beansprucht w rd. Der
demach im Vergleich mt Anspruch 1 geénderte
Text ist we folgt:

der erste Unterabsatz des Cberbegriffs des
Anspruchs 2 | autet:

- die Kristallscheibe (3) mt einer
Strahlung (30) beaufschlagt wrd";

und der erste Unterabsatz des kennzei chnenden
Teils |autet:

- die Kristallscheibe (3) in senkrechter
Einfallrichtung an ei ner aufgerauhten,
kleinen Stelle (10) mt der Strahlung (6
) eines Orientierungslasers beaufschl agt
wird".

unabhéangi ge Anspruch 10 lautet wie folgt:

"10. Anordnung zum Anbringen einer die
Orientierung des Kristallgitters einer
Kristallschei be (3) angebenden Markierung m t

ei ner derart angeordneten Quelle fur RoOntgen-
oder Laserstrahlung, dal3 eine senkrechte
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Einfallrichtung der Strahlung auf die
Kristal |l schei be (3) erndglicht ist,

- einer Halterung (1) fur die Kristallscheibe
(3),

- einemDetektor in Formeiner Videokanera (9)
zum Erfassen der von der Kristallscheibe (3)
refl ektierten Strahl ung,

- Mtteln zum Ausrichten der Kristall scheibe (3)
und ei ner MarKkierungseinrichtung (15 ... 20)
gegenei nander, umin der ausgerichteten Lage
Mar ki erungen auf der Kristallschei be (3)
anzubri ngen,

- wobei die Markierungseinrichtung einen
Mar ki erungsl aser (15) und zwei in fester
raum i cher Zuordnung zuei nander gehal t ene
Mar ki erungsel enmente (18, 20) unfafldt, und

- einem Rechner (12) zum Auswerten der
St euersignal e des Detektors (9) und zum
St euern der Ausrichtung der Kristall scheibe
(3) und der Markierungseinrichtung (15 ... 20)
gegenei nander . "

Ent schei dungsgr tinde

3144.D

Di e Beschwerde ist zul assig.

Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Di e vorliegende Fassung des Verfahrensanspruchs 1

unt erschei det sich von der urspriunglich eingereichten

Fassung des Anspruchs wie folgt:

i) Die i mursprunglichen Anspruch 1 beanspruchte
Orientierungsbesti nmung mt entweder ROntgen-
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oder Laserstrahlung wird jetzt in zwei
unabhangi gen Ansprichen 1 und 2 beansprucht, von
denen sich der Anspruch 1 auf ROntgenstrahl ung
bezi eht, und der Anspruch 2 auf Laserstrahl ung.

Di e fol genden Merkmal e sind, unterschiedlich zum
urspriunglich eingereichten Anspruch 1, jetzt im
oer begri ff des Anspruchs 1 aufgefihrt, da sie
mt demin Dokument D1 als nachstliegendem Stand
der Techni k geof fenbarten Verfahren

uber ei nsti nmen:

- das Beaufschlagen des Kristallscheibe (3) mt
Ront genst rahl ung (30)

- das Erfassen der von der Kristallscheibe (3)
reflektierten Strahlung (7) von ei nem Det ekt or
(9) zur Feststellung der Orientierung des
Kristallgitters,

- di e Veranderbarkeit der Ausrichtung der
Mar ki erungsei nri chtung (15 ... 20) und der
Kristall scheibe (3) zueinander derart, dal3 die
Mar ki erungsei nrichtung (15 ... 20)
ent sprechend der festgestellten Oientierung
des Kristallgitters ausgerichtet ist, und

- das Anbringen der Markierung and der
Kristall scheibe (3) in der ausgerichteten
Lage.

Der kennzei chnende Teil des Anspruchs 1

unt er schei det sich vom kennzei chnenden Teil des
urspriunglich eingereichten Anspruchs durch
Ander ungen, die auf die Préazisierung des

Qoer begriffs zuruckzufdhren sind, und das Kkl ar
aus der Beschrei bung entnehnbare Merknmal, dal3
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"- als Markierungseinrichtung (15 ... 20) eine
Ei nrichtung mt ei nem MarKki erungsl aser (15)
und mt zwei Markierungsel enenten (18, 29)
verwendet wird, die in fester raunicher

Anor dnung zuei nander gehal ten sind,

Die imVergleich zum urspringlich eingereichten
Anspruch 1 aufgenommenen, in der urspringlich

ei ngerei chten Fassung des Anspruchs nicht ausdricklich
genannten Merkmal e sind aus der Beschrei bung und den
wei teren Ansprichen in ihrer urspringlich eingereichten
Fassung unm ttel bar entnehnbar. So stamren die in die
Anspriche 1 und 2 aufgenommenen Ei nschr&nkungen aus den
urspriungli chen Ansprichen 6 und 12. Der urspringliche
Ver f ahr ensanspruch 6 bezog sich auf die Markierung der
Kristallscheibe mttels eines Markierungslasers (im
Gegensatz zu Ritzen und dergl ei chen), und der

Vorri chtungsanspruch 12 auf zwei, in fester raunlicher
Anor dnung zuei nander gehal t ene Marki erungsel enent e,
durch die mttels eines Laserstrahls die Kristall-
oberfl ache markiert wird. D e Verwendung von zwei

sol chen Marki erungsel enenten wird in allen mttels der
Zei chnungen beschri ebenen Ausf Uhrungsbei spi el en gezei gt.

Die unter Punkt 2.1 fur Anspruch 1 geltende Beurteilung
trifft entsprechend auch auf den unabhé&ngi gen
Ver f ahr ensanspruch 2 zu.

Der unabh&ngi ge Vorrichtungsanspruch 10 unterschei det
sich vom ent sprechenden urspriinglich eingereichten
Anspruch 11 wie folgt:

i) Der Anspruch 10 enthéalt eine Aufzahlung der far
di e Ausiubung des in Ansprichen 1 und 2
beansprucht en Verfahrens notwendi gen
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Vorrichtungsel enente und speziell die Angabe, dal3
Mttel zum Ausrichten der Kristallscheibe (3) und
ei ner Marki erungseinrichtung (15 ... 20)

gegenei nander vorgesehen sind, umin der
ausgerichteten Lage Marki erungen auf der
Kristal |l schei be (3) anzubri ngen,

"- wobei die Markierungseinrichtung einen
Mar ki erungsl aser (15) und zwei in fester
raum i cher Zuordnung zuei nander gehal t ene
Mar ki erungsel enente (18, 20) unfaldt, ..."

i) Der ursprunglich eingereichte Anspruch 11
beschrankte sich auf die Angabe dal3 die
Kristallscheibe (3) an ei nem Drehtisch (1)
gehalten wird und dalR der vom Drehtisch (1)
abgewandten Seite der Kristallscheibe (3)
gegenuber m ndestens ei n Markierungsel enent (18,
20) der Markierungseinrichtung (15 ... 20)
angeordnet ist.

We imFalle der Verfahrensanspriche 1 bis 9,
sind die in Anspruch 10 aufgef thrten El enente,
soweit sie imentsprechenden urspriunglich

ei ngerei chten Anspruch 11 nicht ausdricklich
genannt sind, aus den weiteren Ansprichen und der
Beschrei bung in ihrer urspringlich eingereichten
Fassung unm ttel bar entnehnbar.

2.4 Die auf den Seiten 3 bis 5, 5a, 5b, 5c der Beschreibung
in der Fassung vom 13. Oktober 2000 durchgef Ghrten
Ander ungen beschranken sich auf die Anpassung der

Beschrei bung an di e Anspriche.

2.5 Nach Ansicht der Beschwerdekammer gehen daher die

3144.D Y A
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Ander ungen der Beschrei bung und der Anspriiche nicht Uber
den Inhalt der Anneldung in der urspringlich
ei ngerei chten Fassung hinaus und sind somt gewahrbar.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 52 (1) und 56 EPU)

D e beanspruchte Erfindung befaldt sich damt, an
Kristallscheiben, we sie u. a. in der Hal bleitertechnik
verwendet werden, die Oientierung des Kristallgitters
zu mar ki eren, nachdem zuvor die Kristallorientierung
bestimt worden ist. Die Orientierung des Kristall -
gitters kann, wie in Anspruch 1 ausgefihrt, mttels

Ront genstrahl ung besti mt werden oder gemal3 Anspruch 2
mttels von einer aufgerauhten Stelle der Qoerfl ache
refl ektierter Laserstrahlung.

Al's bekannt wird in der Annel dung di e Mglichkeit
beschrieben, die so gefundene Orientierung an der
Kristall schei be durch ein sogenanntes "Flat", d. h. eine
Fl achstelle, die wie die Sehne eines von der Scheibe
abgetrennten Krei ssegnents verlauft, zu markieren. Ein
sol ches Verfahren ist aus Dokunment D1 bekannt. Genafl}
Dokurment D1, das, w e schon in der angefochtenen

Ent schei dung festgestellt wurde, den nachstliegenden
Stand der Techni k darstellt,

- wird eine Kristallscheibe (wafer 1) mt
Ront genstrahl ung (i ncident X-ray 7) beaufschlagt,

- wird die reflektierte Strahlung (reflecting X-ray 8)
mttels eines Detektors (9) zur Feststellung der
Oientierung des Kristallgitters genessen,

- werden die Mrkierungseinrichtung (rotating grinding
stone 11) und die Kristallscheibe (1) inihrer
Ausrichtung zuei nander derart veréandert, dal die
Mar ki erungsei nrichtung (11) entsprechend der
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Oientierung des Kristallgitters ausgerichtet ist,
und

- wird die Markierung (10) in der ausgerichteten Lage
auf der Kristallschei be angebracht.

Di e Erfindung unterschei det sich von dem aus Dokunent D1
bekannten Stand der Techni k dadurch, dal

i) die Einfallsrichtung der Rontgenstrahl ung
senkrecht zur Kristall schei be ist:

i) der Detektor eine Videokanera ist;

i) di e Ausgangssi gnal e des Detektors in ei nem
Rechner ausgewertet werden;

i V) di e Marki erungsei nrichtung und die
Kristal |l schei be durch Bet ati gungssi gnal e des
Rechners gesteuert werden;

V) die Markierung auf einer Seite der
Kristal |l schei be angebracht wrd; und

Vi) al s Marki erungsei nrichtung eine Einrichtung mt
ei nem Mar ki erungsl aser und zwei Marki erungs-
el ementen verwendet wird, die in fester
raum i cher Anordnung zuei nander gehal ten si nd.

Die unter i) bis v) aufgezahlten Merknmal e waren schon in
dem der Prafungsabteilung vorliegenden Anspruch 1

ent hal ten; das Merkmal vi) wurde von der Beschwerde-
fahrerin i mBeschwerdeverfahren hinzugef tgt.

Bei demin Anspruch 1 beanspruchten, erfindungsgenéfien
Ver fahren werden auf der Kristalloberfl&che mttels



3.5

3.6

3144.D

- 11 - T 0004/ 95

ei nes Laserstrahls Marki erungspunkte Uber zwei in fester
raum i cher Anordnung zuei nander gehal t ene Marki erungs-

el emrente markiert. D e Verwendung der in fester
raum i cher Anordnung zuei nander gehal t enen Marki erungs-
el emente fuhrt zur erwlinschten hohen Genaui gkeit der
Ausrichtung zwi schen der Markierung und der Kristall -
orientierung, weil damt Ungenaui gkeiten verm eden
werden, die z. B. bei der Anbringung eines Flats (we in
D1 beschrieben) oder bei der Abl enkung eines
Laserstrahls (we in D3 beschrieben) auftreten.

Di e durch den nachstliegenden Stand der Techni k gegebene
obj ektive Aufgabe der Erfindung ist es somt, ein
Verfahren zu schaffen, durch das sich, verglichen mt
dem Anbringen einer Flachstelle, die Orientierung des
Kristallgitters so an der Kristallschei be markieren

| aBkt, dal die markierte Orientierung von der
tatsachlichen Orientierung nur in geringfugi gem Unfang
abwei cht. Di e objektive Aufgabe entspricht insoweit der
in der urspringlich eingereichten Annmel dung beschri ebene
Aufgabe (Seite 1, Zeile 34 bis Seite 2, Zeile 3).

Dokurment D2 beschrei bt ein Verfahren zur Besti mrung der
Kristallachsen eines Kristalls mttels Rontgenstrahl en,
in demein mt einem Rechner verbundener Detektor zur
Anwendung kommt . (Seite 3, rechte Spalte,

Zeilen 37 - 41).

I n dem aus Dokunent D3 bekannten Verfahren zum Markieren
der Kristallorientierung wird die vorher bestimmte
Kristallorientierung mttels einer Markierungslinie
angezeigt. Die Markierungslinie wird durch einen uber
die Kristalloberfl ache gel enkten Laserstrahl eines

Mar ki erungsl asers auf die Qoberfl ache des Kristalls

gezei chnet. We angegeben ist der Zweck dieses
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Mar ki erungsver fahrens, Schw erigkeiten zu verneiden, die
beim Geifen von Kristallscheiben mt angebrachten
Fl achstel |l en auftreten.

Dokunment D4 beschrei bt verschi edene Verfahren mt denen
die Oientierung eines Kristalls ermttelt werden kann,
ei nschliel3lich rontgenoptischer (Seite 230) und
lichtoptischer Verfahren (Seite 232).

Kei nes der Dokunente D2, D3 oder D4 offenbart oder gibt
ei nen Hi nweis auf, die Mglichkeit, die Losung der

obj ektiven Aufgabe darin zu suchen, die Kristall-
orientierung uber rdumich mteinander fest verbundene
Mar ki erungsel enente an der Kristallschei be zu marki eren
oder Mttel vorzusehen die eine derartige Markierung
ernogl i chen. Da al so di e Verwendung der erfindungs-
gemalRen Mar ki erungsel enente durch den Stand der Techni k
ni cht nahegelegt wird, ist fur den Anspruch 1 das
Erfordernis der erfinderischen Tatigkeit erfdllt.

Anspruch 2 ist ein weiterer Verfahrensanspruch, der

sich, wie in Punkt Vii) und 3.1 dargel egt, von

Anspruch 1 dadurch unterscheidet, dal} die
Kristallorientierung nicht mttels Rontgenstrahl ung,
sondern mttels Laserstrahlung bestimt wird. Mt dieser
ei nen Ausnahne treffen damt die unter Punkt 3.2 bis 3.8
dar gel egt en Ausf dhrungen auch auf Anspruch 2 zu. Das
Erfordernis der erfinderischen Tatigkeit ist somt auch
fur den Anspruch 2 erfillt.

Anspruch 10 bezi eht sich auf eine Vorrichtung, mttels
der die vorher bestimte Kristallorientierung durch
Mar ki erungspunkt e angezeigt wird, die w ederum durch
ei nen Laserstrahl dber zwei, in fester raunicher

Anor dnung zuei nander gehal t ene Marki erungsel enent e auf
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der Kristalloberflache markiert werden. Da die Mttel

zur Ausf thrung des in Dokunment D1 beschri ebenen
Verfahrens dort entweder beschrieben oder aus der

Zei chnung ent nehnbar sind, stellt Dokunment D1 auch fdr
den Vorrichtungsanspruch 10 den nachstliegenden Stand
der Technik dar. Somt gelten also auch fir diesen
Anspruch di e Ausfidhrungen unter Punkten 3.2 bis 3.8; das
Erfordernis der erfinderischen Tatigkeit ist damt auch
far den Anspruch 10 erfdllt.

3.11 Die Kammer kommt auf Grund des dargestellten
Sachverhalts zu dem Ergebnis, daf3 die in den
unabhangi gen Anspruchen 1, 2 und 10 beanspruchte
Erfindung sich nicht in naheliegender Wise aus dem
Stand der Techni k ergi bt, und daher die Anforderungen
des Artikel 56 erfillt.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.
2. Die Sache wird an die Priafungsabteilung zurickverw esen
mt der Anordnung, das Patent mt den fol genden

Unterl agen zu erteilen:

Beschr ei bung:

Seiten 1 und 2 in der am 13. Juli 2000
ei ngerei chten Fassung
Seiten 3 - 5, 5a, 5b, 5c in der von der Beschwerde-

kammer am 14. August 2000
vor geschl agenen Fassung, der

3144.D Y A
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Seiten 6 - 10

Anspr uche:

Anspriche 1 - 9

Anspriuche 10 - 15

Zei chnungen:
Figuren 1 - 5
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di e Beschwerdefuhrerin in

i hrem Schrei ben vom

13. Cktober 2000 zugesti nmt
hat

in der urspriunglich

ei ngerei chten Fassung

in der am 18. Novenber 1994
ei ngerei chten Fassung

in der am 13. Juli 2000

ei nger ei chten Fassung

in der urspriunglich
ei ngerei cht en Fassung.

Der Vorsitzende:

R. Shukl a



